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                                                                                          布鲁克所有探头，都

具备业内最高的单位面积固体角。针对不同的分析需求，布鲁克提供多钟头

探头设计和配置选择，提供最优解决方案。并且，所有探头都具备业内最高

特殊应用领域，例如低束流分析和对束

流极其敏感的样品的分析；

计数率成倍提高，有效节省时间；

计数率高且不需增加束流，适合低计数
和束流敏感样品的分析；

能量分辨无损失，即使在更高的计数率

下仍保持不变；

不受样品不平整带来的阴影以及形貌的

影响。

；

XFlash 10，30，60及100mm2无窗探

头适用于对轻元素检测有极致要求的

分析。该尖探头对电镜的真空度要求

非常高。

。





布鲁克                           实现TEM和S/TEM中最

大固体角，将机械和电磁干扰降到最低。最

优化检出角，避免多余操作，例如不必要的

样品倾斜。

有效面积，专为分析只有极低X
射线产额的情况而生

无窗型透射电镜用SDD，大幅提高对轻
元素探测的灵敏度



Li电池元素面分布图。具有杰出能量分辨率的无窗XFlash 探测器可将轻

元素的检测能力提升至极致。利用XFlash 系列无窗探测器可分析

Li(54eV)及Mg-LI(47eV)。

超高能量分辨率，专为

解决轻元素和低能端（低于1 keV）的高难分析。

杰出的低能端能量分辨率是用于挑战纳米

分析的利器。布鲁克第六代XFlash®探测

器监测到的低能端Si和W的重叠谱图。探

头优异的能量分辨率表现，能够轻而易举

的区分开Si的K线和W的M线，即使激发

电压是相对较高的7kV，Si的L线也一目

了然。在碳污染谱峰的低能端还可以看到

W的N线，谱峰剥离进一步证实了这个发

现。





布鲁克第六代产品将信号处理性能提升到

崭新高度，并且可以通过任意组合探头面

积、输入计数率及能量分辨率，实现最佳

的信号处理设置。



锂硅漂移Si（Li）探头在低计数率下的能

量分辨率尚可接受。然而在中等计数率下，

能量分辨率已经非常糟糕。相比之下，

SDD在更宽的计数率范围内，都保持着

卓越的能量分辨率。内置集成FET放大器

将此优势放大到极致，功不可没。



XFlash® 6系列探测器均使用Slim-line技术，具有紧密、轻

便的特点。探测器具有大固体角、高检出角（TOA）等最佳

采集条件。同时，在使用时给电镜镜筒负担小，制冷效率又

极高。
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ESPRIT 2.0 是业内独一无二可同时进行EDS、WDS、XRF及EBDS四种分析的软件平台。



通常，每次做能谱分析均以感兴趣点或区域作为

开始。QUANTAX实时谱图测定功能使该过程更

加容易。在预览模式中，谱图以低至100毫秒的

时间间隔实时更新，用户可非常容易地看出元素

谱图的变化。

在谱图采集过程中，ESPRIT软件可以进行实时

定量分析，并且在统计数据改进时更新定量结

果。这一过程可自动完成，并且还可以根据用

户需要对实时结果进行回顾或者通过交互式定

量方法完成定量。



通常，得到一个低能端的可靠结果对于能谱分析是一项挑战。基于XFlash®探

测器优异的低能端性能，ESPRIT软件包含几项能在轻元素/低能量环境中进行

纳米分析的功能。

布鲁克持续更新ESPRIT原子数据库，不断

增加线系、提高线系能量和强度的准确性。

目前，布鲁克拥有最全面的原子数据库，

包含可以用EDS分析的所有元素的全部已经

确认的K、L、M和N线系数据，实现在低能

量环境下标定元素。 

TQuant无标样低能端定量程序表现优异。

电子显微镜中仅产生微小激发体积的低电

子束能量现在可以安全用于定量分析。使

得轻元素/低能端以及纳米尺度的EDS定量

分析成为可能。



法。布鲁克混合定量方法将这两者

有机结合，是一种独一无二的定量方

法。







布鲁克QUANTAX颗粒物分析（Feature）

功能集成于ESPRIT软件。XFlash®探头及

超快速的混合脉冲信号处理单元，和

ESPRIT精确的图像处理系统及最全面的

无标样定量方法，可以轻松帮助用户实现

颗粒物分析。利用批处理功能（ESPRIT 

J o b s ） 和 样 品 台 控 制 功 能 （ S t a g e 

Control）可实现自动化多视场和多样品

分析。



布鲁克QUANTAX系统的开放式架构使各

种分析方法的联合变得更加便捷。新一代

QUANTAX进一步完善了EDS和EBSD的同

步分析，同时支持EDS和WDS的联合，以

及EDS与µXRF的联合。
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